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onin maarittamiseen

Spectral Modelling of Light-Emitting Diodes and Atmospheric Ozone Absorption
Loistediodien ja iimakehan otsoniabsorption spektrinen mallintaminen

Sinisten ja valkoisten LEDien kehittdminen 90-luvun alusta lahtien on mullistanut
valaistusteollisuuden, silla perinteisten hehkulamppujen valmistus on korvattu
asteittain pitkaikaisilla, korkean hydtysuhteen LED-lampuilla. LEDien hyoty
valaistuksessa on merkittdva myos siksi, ettéa niiden spektrin huippuaallonpituutta
voidaan séatéa suunnitteluvaiheessa muuttamalla ohutkalvorakenteiden paksuuksia
ja sekoitussuhteita. LEDien merkittavin hyotysuhdetta heikentava tekija on korkea
litoslampétila, joka myods lyhentdd niiden kayttoikaa. Tassd vaitdskirjassa
kehitetyilla spektrimalleilla litoslampdétila voidaan madrittdéd yleisten AlGalnP ja
InGaN LEDien emissiospektreisté alle 4 K epavarmuudella (k = 1). Mallit huomioivat
LEDien fysikaaliset ilmiét paremmin ja ovat tarkempia kuin aiemmat mallit.

Vaitoskirjan  toisessa osassa  kehitettin  epdvarmuusanalyysi  ilmakehéan
otsonikerroksen paksuuden maarittdmiseen maasta mitatusta auringon
ultraviolettisateilyspektristd. Analyysimenetelmd& huomioi mahdollisten spektristen
korrelaatioiden aiheuttamat epévarmuudet. Menetelméé sovellettin yhden
skannaavan ja kahden kuvantavan spektroradiometrin mittaamiin spektreihin.
Kuvantavien spektroradiometrien mittaamissa paivittéisissd otsonikolumneissa
nakyi systemaattinen mittausvirhe johtuen spektroradiometrin hajavalosta. Taméan
hajavalosta johtuvan virheen pienentamiseksi kehitettin uusi matemaattinen
menetelm& otsonikolumnin maaritykseen. Vaitoskirjatydssa lisaksi tutkittiin
mittalaitteiden komponenttien ikaantymistd, joka tuo lisdhaasteen luotettavien
mittausten tekemiseen.
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